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19. отклонение частоты ФМР от уравнений киттеля

А.В. Осипов1, С.А. Маклаков1, К.Н. Розанов1, И.А. Рыжиков1
ИТПЭ РАН

Проведено исследование зависимости параметров ферромагнитного резонанса (ФМР) в тонких пленках Fe-N от внешнего постоянного магнитного поля. На рис. 1 представлена СВЧ магнитная проницаемость, измеренная коаксиальным методом [1]. Видно, что проницаемость насыщенных пленок хорошо описывается дисперсионной зависимостью Лоренца [2]. Параметры этой зависимости, статическая проницаемость μs и частота резонанса fr, связаны со статическими магнитными параметрами уравнениями Киттеля:
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где 4πM0 – намагниченность насыщения магнитной пленки, γ – гиромагнитное отношение, Heff – эффективное магнитное поле. 

Измеренные зависимости параметров ФМР от подмагничивающего поля согласуются с уравнениями Киттеля качественно, но расходятся количественно (см. рис. 2). Показано, что это расхождение может быть объяснено угловым распределением эффективных полей анизотропии. Таким образом, измерение СВЧ магнитной проницаемости в постоянном магнитном поле позволяет получить информацию о магнитной и кристаллографической структуре ферромагнитных пленок. 
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	Рис. 1. Частотная зависимость действительной части магнитной проницаемости пленки при различных значениях внешнего постоянного поля
	Рис. 2. Зависимость резонансной частоты ФМР пленки от внешнего постоянного магнитного поля
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